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天線系統量測新挑戰 – Why Probing OTA
Probing OTA實例分享

1) 文獻分享

2) Sub THz 設計介紹– MW5e
3) 量測結果

結論
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What is probing OTA? 晶圓測試的觀點出發
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晶圓測試的思維開始…
 所有設備搬進暗室
 外加horn antenna



Why Probing OTA? 天線板/多層板研發
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同尺寸天線在不同位置因Dk不同造成共振頻率不同
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LEO frequency bands落在Dk對頻率極敏感頻段
需要Dk更穩定的板材製程關鍵玻纖編織技術

每個天線特性不同波束形狀混亂
傳輸線相位不一波束形狀混亂

板材特性是產品良率的關鍵!!!
CAF debug
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Why Probing OTA? Phased Array design
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Sadhu, B., Gu, X., & Valdes-Garcia, A. (2019). The More 
(Antennas), the Merrier: A Survey of Silicon-Based mm-Wave 
Phased Arrays Using Multi-IC Scaling. IEEE Microwave Magazine, 
20, 32-50.

Beam-modeling範例

3 dB

還沒打上BFIC即能預測採用的天線陣列其波束掃描範圍
Beam-Modeling減少打 BFIC試誤次數
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參考文獻-探針散射效應
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~60 GHz



參考文獻-近場
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245-GHz



參考文獻-直接遠場
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220~325 GHz

75~100GHz



參考文獻-One Ant.
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75~100 GHz



參考文獻-非接觸式
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60~300GHz
300GHz~3THz



參考資料-新加坡大學
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資料來源NUS



MW5e-架構
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• 防振架

• 待測物治具盤
待測物固定不動

• 饋源天線

• 2D掃瞄懸臂

• 反射鏡

mm

• 懸臂馬達

• 饋源天線路徑升頻器

• WR-12波導管組

• 防振氣墊

• 靠手檔板
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• 饋源天線路徑升頻器

• 待測端
接收天線路徑降頻器

• 高解析度光學顯微鏡

• CCD攝影機

• 高精密探針座

• 探針延伸臂• 顯微鏡調整滑台

• 支撐柱

• 外盤

• 內盤(搭配AUT)

MW5e-針台
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• 待測端
接收天線路徑降頻器

• 1.0mm cable

• 饋源天線路徑升頻器

• WR12旋轉波導

• WR12轉1.0mm(Adapter)

+
WR12全硬直波導(4˝)

+
WR12柔性波導(4˝)

• WR12彎曲60˚波導
WR12天線(開口面) • WR12 Feed Horn

MW5e-微波電路設計
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下針方向

AiP

側下針

Probing OTA使用-治具設計



Probing OTA使用經驗分享-Probe選擇

17

同樣品以No. 1 probe量

 balun設計
 Pitch及型式選擇
 頻率限制
 型狀選擇
 探針機構強度選擇

w/o probe

with probe
同樣品以No. 2 probe量

w/o probe分析感謝高科大研究提供



OTA系統穩定性
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SGH1.0 coax

Extender
Adapter

S21

變化



AUT介紹
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TX1~3(由上至下)

RX1~4(由右至左)

RX1~4(由左至右)

TX1~3(由左至右)
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H cut Measured Gain (dBi) (test port: RX3)

Case A RX3 Case B RX3 Case C RX3

V cut

H cut

Measured Gain約4~8 dBi Measured Gain約4~7 dBi

因過度蝕刻探針2根GND腳不易接觸完全
每次下針量測需特別注意

G GS

PCB size: 35x28 mm



量測結果 - Radiation Pattern
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Measured H cut 2D pattern

Case C RX2 (f=74GHz) Case C RX2 (f=77GHz) Case C RX2 (f=80GHz)

RX1~4(由左至右)

V cut

H cut

80 GHz場形異常

80 GHz場形異常

Simulated H cut HPBW: 65~70 deg.



天線與BFIC組合分析-大數據
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圖片來源www.analog.com

IC面

+ 溫度/濕度
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結論

 適用於輻射元件，以及連接輻射元件的通訊模組
 結合升降頻、波導及高頻同軸等微波元件
 省時方便，S參數 & 輻射性能一站式量測
 適用於AiP及相控陣列天線
 Probing-OTA設計重點：
 治具材質及結構
 防震
 Probe選擇
 顯微鏡焦距及倍數



TP : 114 台北市內湖區行愛路69號

02-27951002 /

02-27951009

川升股份有限公司 BWant

service@bw-ant.com

https://www.bw-ant.com/

高雄科技大學

戰略夥伴 : 至高頻科技股份有限公司
300新竹市東區慈雲路118號4樓 / 03-6109663

高雄研發中心
811 高雄市楠梓區卓越路167號1樓/07-3532208
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